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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ganz allge-
mein das Gebiet der klinischen Chemie. Insbesonde-
re betrifft die vorliegende Erfindung einen verbesser-
ten Flächen-Array-Nachweislesekopf mit hoher 
Raumauflösung, welcher die Farbänderung analy-
siert, die mit einer oder mehreren Testflächen auf ei-
nem Teststreifen nach Kontakt mit einem flüssigen 
Specimen, wie mit Urin oder Blut, zusammenhängt.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Reagensteststreifen werden in breitem Um-
fang auf dem Gebiet der klinischen Chemie verwen-
det. Ein Teststreifen weist gewöhnlich eine oder meh-
rere Testflächen auf, und jede Testfläche ist befähigt, 
eine Farbänderung in Reaktion auf den Kontakt mit 
einem flüssigen Specimen zu ergeben. Das flüssige 
Specimen enthält gewöhnlich einen oder mehrere 
Bestandteile von Interesse oder weist entsprechende 
Eigenschaften auf. Das Vorliegen und die Konzentra-
tionen dieser Bestandteile von Interesse im Speci-
men sind durch eine Analyse der Farbänderungen 
auf dem Teststreifen bestimmbar. Gewöhnlich bein-
haltet diese Analyse einen Farbvergleich zwischen 
der Testfläche oder Testunterlage und einem 
Farb-Standard oder einer Farb-Skala. Auf diese Wei-
se helfen Reagens-Teststreifen dem Arzt bei der Dia-
gnose der Existenz von Krankheiten und weiterer ge-
sundheitlicher Probleme.
[0003] Farbvergleiche mit dem bloßen Auge können 
zu ungenauen Messungen führen. Heutzutage wer-
den in Streifen-Ablesegeräten eine Vielfalt von Flä-
chen-Array-Nachweisleseköpfen mit CCD (char-
ge-coupled device = Ladungs gekoppelte Vorrich-
tung), CID (charge-injection device = Ladungs-Injek-
tionsvorrichtung) oder mit PMOS-Nachweisstruktu-
ren zum Nachweis von Farbänderungen auf den 
Teststreifen angewandt. Diese Geräte bestimmen die 
Farbänderung eines Teststreifens genau, versagen 
aber manchmal bei der Messung winziger Farbun-
stimmigkeiten wegen der eingeschränkten räumli-
chen Auflösung für eine gegebene Probennachweis-
fläche oder ein gegebenes Sichtfeld. Beispielsweise 
ergibt ein 739 × 484 Pixel-Array mit einem festgeleg-
ten Sichtfeld = 101,6 mm × 76,2 mm (4'' × 3'') eine 
festgelegte Pixel-Raumauflösung = 0,1575 mm ×
0,1372 mm (0,0062'' × 0,0054'') (bezogen auf eine Pi-
xelgröße von 9,92 μm × 8,66 μm). Flächen-Ar-
ray-Nachweisleseköpfe mit Auflösungen in diesem 
Bereich können versagen, um winzige Farbschwan-
kungen (d. h. Nicht-Hämolysierten Spurennachweis 
von Okkultem Blutreagens usw.) auf dem Bild eines 
MULTISTIX®-Reagensstreifens des Typs nachzuwei-
sen, der von Miles Inc., Diagnostics Division, Elkhart, 
Indiana 46515, verkauft wird. Nach Kontakt des 
Urin-Specimen mit der Testunterlage eines MULTIS-

TIX®-Reagensstreifens erscheinen intakte Blutzellen 
als winzige grüne Klekse auf der gelben Testfläche. 
Der Flächen-Array-Nachweislesekopf kann die winzi-
ge Farbschwankung, die durch eine individuelle Blut-
zelle verursacht wird, wegen der sehr kleinen Größe 
der Zelle verfehlen. Leider kosten Flächen-Array-Le-
seköpfe mit einem höheren räumlichen Auflösungs-
vermögen, welche winzige Farbschwankungen nach-
weisen können, deutlich mehr und sind weniger zu-
verlässig. Daher besteht ein Bedarf für ein neues Flä-
chen-Array-Nachweissystem, welches eine verbes-
serte Raumauflösung ohne signifikante Kosten- oder 
Risikoerhöhung ergibt.
[0004] Die meisten Flächen-Array-Nachweislese-
köpfe arbeiten mit Videokamerasystemen, die mit 
Fernseh-Standards übereinstimmen, und somit sind 
die räumlichen Abmessungen (L × W) der Flä-
chen-Arrays in den Nachweisleseköpfen proportional 
zum 4 × 3-Aspektverhältnis der Fernseh-Bildröhren. 
Flächen-Array-Nachweisleseköpfe verwenden in ty-
pischer Weise Flächen-Arrays mit dem 4 × 3-Aspekt-
verhältnis, um Kosten und Risiko zu verringern. In ty-
pischer Weise weist der Flächen-Array-Nachweisle-
sekopf eine Linse auf, die eine festgelegte Proben-
nachweisfläche oder ein festgelegtes Sichtfeld (im 
obigen Beispiel wurde eine 101,6 mm × 76,2 mm (4''
× 3'')-Fläche angewandt) auf einem Flächen-Array 
mit einem 4 × 3 Aspektverhältnis (d. h. von 6,4 mm ×
4,8 mm) abbildet. Die vorliegende Erfindung zieht ih-
ren Vorteil aus den niedrigeren Kosten und dem ge-
ringeren Risiko, welche mit derzeitigen Flächen-Ar-
ray-Detektoren verbunden sind und ergibt ein ver-
bessertes räumliches Auflösungsvermögen.

Zusammenfassung der Erfindung

[0005] Die Erfindung ist in Anspruch 1 definiert. Die 
vorliegende Erfindung beinhaltet die Modifizierung ei-
nes bestehenden Flächen-Array-Nachweislesekop-
fes, um eine verbesserte Raumauflösung innerhalb 
der Probennachweisfläche zu ergeben. Die vorlie-
gende Erfindung beinhaltet eine Verkleinerung des 
Sichtfeldes des Flächen-Array-Nachweislesekopfes 
auf weniger als die ursprüngliche Probennachweis-
fläche. Die Verkleinerung im Sichtfeld erhöht die Pi-
xel-Raumauflösung, weil die gleiche Anzahl von Pi-
xeln im Flächen-Array-Detektor eine kleinere Fläche 
abdeckt. Beispielsweise kann eine 101,6 mm × 76,2 
mm (4'' × 3'')-Probennachweisfläche auf 76,2 mm ×
57,15 mm (3'' × 2,25'') verkleinert werden. Diese Ver-
kleinerung kann dadurch bewerkstelligt werden, dass 
die Vergrößerung der Linse des Flächen-Array-Nach-
weislesekopfs verändert oder die Probennachweis-
fläche näher an den Flächen-Array-Nachweislese-
kopf bewegt werden.
[0006] Im verbesserten Flächen-Array-Nachweisle-
sekopf gelangt ein optischer Keil zur Anwendung, der 
zwischen dem Flächen-Array-Nachweislesekopf und 
der Probennachweisfläche angeordnet ist. Der opti-
sche Keil ist mit der entsprechenden Neigung relativ 
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zur Probennachweisfläche entworfen, um das ver-
kleinerte Sichtfeld um eine vorbestimmte Zahl von x°
aus der Normallage entlang der Länge der Proben-
nachweisfläche zu verschieben, um ein erstes Feld 
der Probennachweisfläche abzudecken. Der ausge-
wählte Verschiebungswinkel für das Sichtfeld und so-
mit der Winkel für den optischen Keil hängen von ei-
ner Anzahl von Faktoren wie dem Typ des Flä-
chen-Array-Detektors, der Linsenvergrößerung, der 
Sichtfeldgröße, dem angestrebten Raumauflösungs-
vermögen, der Größe der Probennachweisfläche, 
der Größe des Flächen-Array, dem Abstand von der 
Probennachweisfläche usw. ab. Im gegebenen Bei-
spiel verschiebt der optische Keil das 76,2 mm ×
57,15 mm (3'' × 2,25'')-Sichtfeld, um den 76,2 mm ×
57,15 mm (3'' × 2,25'')-Teil oder dieses Feld der 101,6 
mm × 76,2 mm (4'' × 3'')-Probennachweisfläche ab-
zudecken. Ferner werden durch Umkehr des opti-
schen Keils oder durch Einführung eines weiteren op-
tischen Keils das Sichtfeld verschoben, um die restli-
che Fläche der Probennachweisfläche abzudecken. 
Dadurch wird die Probennachweisfläche in zwei Fel-
der aufgeteilt, die die gesamte Probennachweisflä-
che abdecken. Demgemäß verschiebt, durch Um-
schalten oder Umkehren des optischen Keils, der 
verbesserte Flächen-Array-Nachweislesekopf das 
verkleinerte Sichtfeld, um die gesamte Probennach-
weisfläche bei der höheren Raumauflösung abzubil-
den. Auf diese Weise verbessert sich im verbesser-
ten Flächen-Array-Nachweislesekopf das räumliche 
Auflösungsvermögen der früheren Flächen-Ar-
ray-Nachweisleseköpfe durch Nutzung von mehr Pi-
xeln pro Oberflächenfläche.
[0007] Eine Modifikation beinhaltet, dass das ver-
kleinerte Sichtfeld innerhalb der Probennachweisflä-
che sauber angeordnet wird, um den Vorteil aus der 
verbesserten Pixel-Auflösung zu ziehen. Bevorzugt 
bildet, durch Drehung des typischen Flächen-Ar-
ray-Nachweislesekopf es um 90° bezüglich der Pro-
bennachweisfläche, die Länge des verkleinerten 
Sichtfeldes eine Linie mit der Breite der Probennach-
weisfläche. Im gegebenen Beispiel bildet die 76,2 
mm (3'')-Länge des verkleinerten Sichtfeldes eine Li-
nie mit der 76,2 mm (3'')-Breite der Probennachweis-
fläche und die 57,15 mm (2,25'')-Breite des Sichtfel-
des bildet eine Linie mit der Mitte der 57,5 mm (2,25'') 
der 101,6 mm (4'')-Länge der Probennachweisfläche.

Kurze Beschreibung der Figuren

[0008] Die Vorteile der vorliegenden Erfindung wer-
den bei der Lektüre der nun folgenden detaillierten 
Beschreibung und unter Bezugnahme auf die beige-
fügten Figuren noch besser erkennbar, in denen das 
folgende dargestellt ist:
[0009] Fig. 1 zeigt eine Ausgestaltung des Standes 
der Technik eines Testprobendetektors mit einem 
Flächen-Array-Nachweislesekopf;
[0010] Fig. 2 zeigt einen Testprobendetektor mit ei-
nem Flächen-Array-Nachweislesekopf mit verkleiner-

tem Sichtfeld, das um 90° gemäß dem verbesserten 
Flächen-Array-Nachweislesekopf der vorliegenden 
Erfindung gedreht worden ist;
[0011] Fig. 3 zeigt ein Bild der Probennachweisflä-
che, aufgeteilt in zwei Felder;
[0012] Fig. 4 zeigt eine Seitenansicht des verbes-
serten Flächen-Array-Nachweislesekopfes mit einem 
optischen Keil in einer ersten Position, um das Sicht-
feld um eine vorbestimmte Zahl x° aus der Normalla-
ge der Probennachweisfläche zu verschieben; und
[0013] Fig. 5 zeigt eine Seitenansicht des verbes-
serten Flächen-Array-Nachweislesekopfes mit dem 
optischen Keil in einer zweiten Position, um das 
Sichtfeld um x° aus der Normallage auf der Proben-
nachweisfläche zu verschieben.

Detaillierte Beschreibung bevorzugter Ausgestaltun-
gen

[0014] Was nun die Zeichnungen und insbesondere 
Fig. 1 betrifft, ist ein bestehender Testprobendetektor 
dargestellt, der ganz allgemein mit der Bezugsziffer 
10 bezeichnet ist. Im Testprobendetektor 10 gelangt 
der Flächen-Array-Nachweislesekopf 11 zur Anwen-
dung, der einen Flächen-Array-Detektor 12 und eine 
Linse 14 einschließt. Der Flächen-Array-Nachweisle-
sekopf 11 sichtet eine Probennachweisfläche 16
durch die Linse 14, die ein Bild der Probennachweis-
fläche 16 auf das Flächen-Array des Flächen-Ar-
ray-Detektors 12 fokussiert. Der Testprobendetektor 
10 analysiert Testproben innerhalb der Probennach-
weisfläche 16. In der bevorzugten Ausgestaltung 
werden Reagens-Teststreifen in der Probennach-
weisfläche 16 entweder von Hand oder durch einen 
Transportmechanismus 18 angeordnet. Jeder Test-
streifen weist Testunterlagen auf, die mit den Testpro-
ben reagieren, die Bestandteile von Interesse enthal-
ten. Die Testunterlagen ändern ihre Farbe, wenn sie 
mit den flüssigen Testproben reagieren, die die Be-
standteile von Interesse enthalten. Durch Analyse 
der Farbe der Testunterlagen sind die Konzentration 
oder das Vorliegen eines Bestandteils von Interesse 
sowie weitere messbare Eigenschaften des flüssigen 
Specimen wie Farbe oder spezifisches Gewicht be-
stimmbar.
[0015] Der Flächen-Array-Nachweislesekopf 11
kann solche herkömmlichen Flächen-Array-Nach-
weisleseköpfe wie CCD-Kameras (d. h. Farbe, mono-
chrom oder monochrom mit Farbfiltern), CID-Kame-
ras oder Transistor-Arrays (d. h. PMOS-Nachweis-
strukturen) einschließen. Der Testprobendetektor 10
kann ein Video-Teststreifenableser sein, wie be-
schrieben in der parallelen US-Anmeldung Nr. 
08/117782 (= US 5,408,535). Betreffend eine allge-
meinere Beschreibung des Testprobendetektors 10, 
erzeugt der Flächen-Array-Nachweislesekopf 11 eine 
Analogsignal, das ein Bild der Probennachweisfläche 
16 darstellt. In typischer Weise beleuchtet eine Be-
leuchtungsquelle 19 die Probennachweisfläche 16, 
und die Beleuchtungsquelle 19 sollte die Proben-
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nachweisfläche 16 gleichmäßig beleuchten, auf dass 
der Flächen-Array-Nachweislesekopf 11 die Farbe 
oder Reflexion der Testproben auf der Probennach-
weisfläche 16 genau misst. Die Beleuchtungsquelle 
19 ist in Fig. 1 als ein Beleuchtungsring aus optischer 
Faser dargestellt, der an eine stabilisierte Quelle 20
angeschlossen ist.
[0016] Der Testprobendetektor 10 von Fig. 1 ist mit 
herkömmlichem Verarbeitungs- und Steuerungs-
schaltkreis 21 dargestellt, der an den Flächen-Ar-
ray-Nachweislesekopf 11 gekoppelt ist. Der Verarbei-
tungs- und Steuerungsschaltkreis 21 empfängt die 
Analogsignale aus dem Flächen-Array-Nachweisle-
sekopf 11 und verarbeitet diese Signale zur Analyse 
der Testproben. Der Verarbeitungs- und Steuerungs-
schaltkreis kann einen Bildverarbeiter 22 einschlie-
ßen, der in herkömmlicher Weise an den Flächen-Ar-
ray-Lesekopf 11 gekoppelt ist. Der Bildverarbeiter 22
schließt gewöhnlich einen Signalwandler 23 ein, der 
das Analogsignal aus dem Flächen-Array-Nachweis-
lesekopf 11 in ein Digitalsignal, das das Bild darstellt, 
umwandelt oder dazu digitalisiert. In typischer Weise 
speichert der Bildverarbeiter 22 auch das durch das 
Digitalsignal dargestellte Bild in einer Weise, die ei-
nen Prozessor 24 dazu befähigt, die Digitalinformati-
on wirkungsvoll zu verarbeiten. Alternativ dazu, kann 
der Flächen-Array-Nachweislesekopf einen Signal-
wandler einschließen, um ein Digitalsignal zum Bild-
verarbeiter zu erzeugen.
[0017] Der Prozessor 24 ist gewöhnlich an den Bild-
verarbeiter 22 gekoppelt. Der Prozessor 24 ist vor-
zugsweise ein Digitalsignal-Prozessor (DSP) auf ei-
nem zugeordneten Brett, das das Bild der Proben-
nachweisfläche 16 analysiert, die durch die Digitalin-
formation dargestellt wird. Der Prozessor 24 ist an ei-
nen Speicher 26 zur Speicherung von Analysedaten, 
Instruktionen und Berechnungsergebnissen gekop-
pelt. Darüber hinaus ist der Prozessor 24 gewöhnlich 
an ein Display 30 und/oder einen Druckmechanis-
mus 32 zur Ausgabe der Testergebnisse und an eine 
Tastatur 34 gekoppelt, um eine Interaktion des An-
wenders mit dem Testprobendetektor 10 zu ergeben. 
Der Testprobendetektor 10 kann auch einen Co-Pro-
zessor (nicht gezeigt) zur Durchführung von Berech-
nungen oder zur Steuerung des Transportmechanis-
mus 18 und einen Sekundärspeicher (nicht gezeigt), 
wie einen Disk-Speicher, einschließen.
[0018] Zur weiteren Erläuterung, stimmt der Flä-
chen-Array-Nachweislesekopf 11 von Fig. 1 mit 
Fernseh-Standards überein, und somit sind die Ab-
messungen (L × W) für das Flächen-Array (nicht ge-
zeigt) des Flächen-Array-Detektors 12 proportional 
zum 4 × 3-Aspektverhältnis, das auf Fernseh-Bildröh-
ren zu sehen ist. Somit fokussiert die Linse 14 des 
Flächen-Array-Nachweislesekopfes 11 ein festgeleg-
tes Sichtfeld oder eine festgelegte Probennachweis-
fläche 16 (im obigen Beispiel ein 101,6 mm × 76,2 
mm (4'' × 3'')-Sichtfeld) 16 auf die Flächen-Arrays 
(nicht gezeigt) des Flächen-Array-Detektors 12, der 
ein 4 × 3-Aspektverhältnis aufweist (unter der Annah-

me von Pixeln festgelegter Größe). Eine typische 
Größe für das Flächen-Array beträgt 6,4 mm × 4,8 
mm. Um im obigen Beispiel zu bleiben und zum leich-
teren Verständnis, weist der Flächen-Array-Nach-
weislesekopf 11 ein festgelegtes Sichtfeld gleich 
101,6 mm × 76,2 mm (4'' × 3'') auf, welches, an die-
sem Punkt, die Probennachweisfläche 16 ist. Ausser-
dem weist der Flächen-Array-Detektor 12 ein Pi-
xel-Array von 739 × 484 auf, das eine festgelegte Pi-
xelauflösung von 0,1372 mm (0,0054 inches) Pro-
bennachweisfläche/Pixel × 0,1575 mm (0,0062 in-
ches) Probennachweisfläche/Pixel ergibt. Diese Auf-
lösung ist auf ein Flächen-Array mit einer Größe von 
6,4 mm × 4,8 mm und eine festgelegte Pixelgröße 
von 8,66 myist. Ausserdem weist der Flächen-Ar-
ray-Detektor 12 ein Pixel-Array von 739 × 484 auf, 
das eine festgelegte Pixelauflösung von 0,1372 mm 
(0,0054 inches) Probennachweisfläche/Pixel ×
0,1575 mm (0,0062 inches) Probennachweisflä-
che/Pixel ergibt. Diese Auflösung ist auf ein Flä-
chen-Array mit einer Größe von 6,4 mm × 4,8 mm 
und eine festgelegte Pixelgröße von 8,66 μm × 9,92 
μm bezogen.
[0019] Verschiedene Modifikationen des bekannten 
Testprobendetektors 10 sind zur Bewerkstelligung 
des verbesserten Raumauflösungsvermögens inner-
halb der gleichen Probennachweisfläche 16 erforder-
lich. Fig. 2 veranschaulicht einen modifizierten Test-
probendetektor 40, der ein verkleinertes Sichtfeld 
aufweist, das nur geringfügig mehr als die Hälfte der 
Probennachweisfläche 16 abdeckt. Wie oben darge-
legt, wies das ursprüngliche Sichtfeld die gleiche 
Größe wie die Probennachweisfläche 16 auf. Das 
Sichtfeld des Flächen-Array-Nachweislesekopfes 42
ist auf ca. die Hälfte des ursprünglichen Sichtfelds 
verkleinert. Die Verkleinerung des Sichtfelds auf ca. 
die Hälfte erhöht die Pixel-Raumauflösung um 78%, 
weil die gleiche Zahl von Pixeln im Flächen-Array des 
Detektors 12 eine kleinere Fläche (d. h. das verklei-
nerte Sichtfeld) abdeckt. Im Beispiel ist das 101,6 
mm × 76,2 mm (4'' × 3'')-Sichtfeld auf 76,2 mm ×
57,15 mm (3'' × 2,15'') verkleinert. Diese kann durch 
Abänderung der Linse 14 von Fig. 1 auf eine Linse 
46 mit stärkerer Vergrößerung oder durch Bewegung 
der Probennachweisfläche 16 näher zum Flä-
chen-Array-Nachweislesekopf 42 bewerkstelligt wer-
den.
[0020] Zum Erhalt der bevorzugten Konfiguration 
für das in Fig. 2 dargestellte verkleinerte Sichtfeld 44
muss der Flächen-Array-Detektor 12 der Fig. 1 durch 
Drehung des Flächen-Array-Detektors 12 um 90° be-
züglich der 101,6 mm × 76,2 mm (4'' × 3'')-Proben-
nachweisfläche 16 modifiziert werden. Wie in Fig. 2
ersichtlich, positioniert diese Orientation das verklei-
nerte Sichtfeld 44 in die Mitte der Probennachweisflä-
che 16. Außerdem liegt, im gegebenen Beispiel, die 
76,2 mm (3'')-Länge des verkleinerten Sichtfeldes 44
in Linie mit der 76,2 mm (3'')-Breite der Probennach-
weisfläche 16. An diesem Punkt weist der Flä-
chen-Array-Nachweislesekopf 42 das verbesserte 
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Raumauflösungsvermögen im Sichtfeld 44 auf, deckt 
aber nur ein wenig mehr als die Hälfte der Proben-
nachweisfläche 16 ab.
[0021] In der vorliegenden Erfindung wird das ver-
kleinerte Sichtfeld 44 um eine vorbestimmte Zahl ± x°
aus der Normallage der Länge der Probennachweis-
fläche 16 verschoben. Auf diese Weise scannt der 
verbesserte Flächen-Array-Nachweislesekopf die 
gesamte Probennachweisfläche 16 mit dem verklei-
nerten Sichtfeld 44 mit verbesserter Raumauflösung. 
Gemäß dem für die vorliegende Erfindung beschrie-
benen Beispiel wird das Sichtfeld 44 um ca. ±17° aus 
der Normallage entlang der Länge der Probennach-
weisfläche 16 verschoben, um die gesamte, 101,6 
mm × 76,2 mm (4'' × 3'') große Probennachweisflä-
che 16 nachzuweisen. Wie in Fig. 3 dargestellt, teilt 
die Verschiebung des Sichtfeldes um ±17° die Pro-
bennachweisfläche 16 in zwei Felder 50a und 50b
auf. Die Felder 50a und 50b liegen Seite an Seite in 
der Probennachweisfläche 16, und obwohl nicht er-
forderlich, sind die zwei Felder 50a und 50b so dar-
gestellt, dass sie sich in der Mitte der Probennach-
weisfläche 16 überlappen. Anhand des Beispiels sind 
die Abmessungen für jedes der beiden Felder 50a
und 50b die gleichen wie das verkleinerte Sichtfeld 
von 76,2 mm × 57,5 mm (3'' × 2,25''), und die Abms-
sungen für die Probennachweisfläche 16 betragen 
101,6 mm × 76,2 mm (4'' × 3'').
[0022] In der vorliegenden Erfindung wird ein opti-
scher Keil angewandt, um das verkleinerte Sichtfeld 
um eine vorbestimmte Zahl x° aus der Normallage 
der Länge der Probennachweisfläche 16 zu verschie-
ben. In einer ersten Position verschiebt der optische 
Keil das Sichtfeld um +x°. Fig. 4 zeigt einen verbes-
serten Flächen-Array-Nachweislesekopf 54, worin 
ein optischer Keil 52 von ca. 9,5° zur Anwendung ge-
langt, der zwischen der Linse 46 des Flächen-Ar-
ray-Nachweislesekopfes 54 und der Probennach-
weisfläche 16 angeordnet ist, um das verkleinerte 
Sichtfeld 44 (Fig. 2) um ca. +17° zu verschieben, um 
das Feld 50a der Probennachweisfläche 16 abzude-
cken. Die Bestimmung des Verschiebungswinkels 
und des Winkels für den optischen Keil hängen von 
vielen Faktoren ab, einschließlich des Typs des Flä-
chen-Array-Detektors, der Vergrößerung der Linse, 
der Größe des Sichtfeldes, der angestrebten Raum-
auflösung, der Größe der Probennachweisfläche, der 
Größe des Flächen-Array und allgemeiner physikali-
scher Spezifikationen für den Testprobendetektor. In 
dieser Ausgestaltung des verbesserten Flächen-Ar-
ray-Nachweislesekopfes 54 ist der optische Keil 52
innerhalb eines Keil-Gehäuses 56 montiert, das vor-
zugsweise aus Kunststoff hergestellt ist. Außerdem 
ist das Keil-Gehäuse 56 beweglich relativ zur Linse 
46 des verbesserten Flächen-Array-Nachweislese-
kopfes 54 montiert.
[0023] Beim verbesserten Flächen-Array-Nach-
weislesekopf gelangt ein Schaltmechanismus 57 zur 
Anwendung, der den optischen Keil 52 einsetzt, und 
die Position des optischen Keils 52 relativ zur Linse 

46 und zur Probennachweisfläche 16 so verändert, 
dass die gesamte Probennachweisfläche 16 mit dem 
verkleinerten Sichtfeld 44 (Fig. 2) untersucht wird. In 
einer bevorzugten Ausgestaltung schließt das 
Keil-Gehäuse 56 Zähne 58 ein, die im Gehäuse 56
angebracht oder darauf geformt sind. Die Zähne 58
werden vorzugsweise durch einen Motor 60 einge-
setzt, der benachbart zum Gehäuse 56 liegt und die 
Drehung des Keil-Gehäuses 56 zur Veränderung der 
Position des optischen Keils 52 bezüglich der Linse 
46 erzwingt. Vorzugsweise sollte der Motor 60 min-
destens 1 Gang zum Einsatz der Zähne 58 des 
Keil-Gehäuses 56 einschließen.
[0024] Nach Untersuchung der Testproben auf dem 
Feld 50a des Probennachweises wird ein Steue-
rungssignal über eine Motor-Steuerungslinie 62 ge-
sendet, die den Motor 62 aktiviert. Der Motor 62 setzt 
das Keil-Gehäuse 56 ein und dreht den optischen 
Keil 52 um ca. 180° aus seiner laufenden Position in 
eine zweite Position. In der zweiten Position ver-
schiebt der ausgewählte optische Keil 52 das verklei-
nerte Sichtfeld 44 (Fig. 2) um x° aus der Normallage 
entlang der Länge von 101,6 mm (4'') der Proben-
nachweisfläche 14, um das andere Feld 50b der Pro-
bennachweisfläche 16 abzudecken. Unter Anwen-
dung des optischen Keils 52 von ca. 9,5° aus Fig. 4
in der zweiten Position verschiebt der optische Keil 
das Sichtfeld 44 um ca. –17° aus der Normallage, um 
die restliche Probennachweisfläche 16 abzudecken. 
Somit untersucht der verbesserte Flächen-Ar-
ray-Nachweislesekopf 54 die Testproben auf der ge-
samten Probennachweisfläche 16 mit verbessertem 
Auflösungsvermögen zu niedrigen Kosten und bei 
hoher Zuverlässigkeit.
[0025] Fig. 5 zeigt eine weitere Ausgestaltung eines 
verbesserten Flächen-Array-Nachweislesekopfes 64
der vorliegenden Erfindung mit einem Feldverschie-
ber unter Anwendung von 2 optischen Keilen 66a und 
66b. In Fig. 5 verschiebt der optische Keil 66a das 
verkleinerte Sichtfeld 44 (Fig. 2), um das Feld 50b
der Probennachweisfläche 16 abzudecken. Wie im 
obigen Beispiel ist der optische 9,5°-Keil 66a zwi-
schen der Linse 46 und der Probennachweisfläche 
16 angeordnet. Der optische Keil 66a ist allerdings in 
einem Keil-Gehäuse 66 zusammen mit einem weite-
ren optischen Keil 66b untergebracht, der symmet-
risch gegenüber dem Keil 66a angeordnet ist. Das 
Keil-Gehäuse 68 ist beweglich relativ zur Linse 46
des verbesserten Flächen-Array-Nachweislesekop-
fes 64 montiert, um entweder den optischen Keil 66a
oder den Keil 66b zwischen der Linse 46 und der Pro-
bennachweisfläche anzuordnen. Vorzugsweise ist 
das Keil-Gehäuse 68 dem Einsatz durch den Schalt-
mechanismus 70 angepasst. Der Schaltmechanis-
mus 70 ist vorzugsweise in Nachbarschaft zum 
Keil-Gehäuse 68 montiert und setzt das Keil-Gehäu-
se 68 zur Veränderung der Positionen der optischen 
Keile 66a und 66b relativ zur Linse 46 und der Pro-
bennachweisfläche 16 ein.
[0026] Wie in Fig. 5 gezeigt, verschiebt der optische 
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Keil 66a das verkleinerte Sichtfeld 44 (Fig. 2) um ca. 
–17°, um das Feld 50b der Probennachweisfläche 16
abzudecken. Nach Untersuchung der Testproben auf 
dem Feld 50b wird das verkleinerte Sichtfeld 44
(Fig. 2) um +17° aus der Normallage entlang der 
4''-Länge der Probennachweisfläche 16 verschoben, 
um die Testproben auf dem Feld 50a der Proben-
nachweisfläche 16 zu untersuchen. Um dies zu be-
werkstelligen, aktiviert ein Schaltsignal auf der 
Schaltmechanismussteuerungslinie 72 den Schalt-
mechanismus 70. Der Schaltmechanismus 70 verän-
dert die Position des Keil-Gehäuses 68 so, dass der 
optische Keil 66b zwischen der Linse 46 und der Pro-
bennachweisfläche 16 angeordnet wird. Der Schalt-
mechanismus 70 kann einen Motor, Gänge und eine 
Zahn-Konfiguration (nicht gezeigt) oder ein Fe-
der-belastetes Solenoid einschließen. Im Fall des 
dargestellten Feder-gelasteten Solenoids aktiviert 
das Schaltsignal das Solenoid, um das Keil-Gehäuse 
68 in eine erste Position zu zwingen, und wenn das 
Schaltsignal unterbrochen wird, wird das Solenoid 
entaktiviert, wodurch die Feder das Keil-Gehäuse 68
zwangsweise in eine zweite Position führt. Wie der 
optische Keil 52 von Fig. 4 verschiebt der optische 
Keil 66b das verkleinerte Sichtfeld 44 (Fig. 2) um ca. 
+17° aus der Normallage entlang der Länge von 
101,6 mm (4'') der Probennachweisfläche 16, um das 
Feld 50a der Probennachweisfläche 16 abzudecken. 
Auf diese Weise analysiert der verbesserte Flä-
chen-Array-Nachweislesekopf 64 die Testproben auf 
der gesamten Probennachweisfläche 16 mit verbes-
sertem Raumauflösungsvermögen.
[0027] Der verbesserte Flächen-Array-Nachweisle-
sekopf der vorliegenden Erfindung ergibt ein höheres 
Raumauflösungsvermögen zu niedrigen Kosten und 
Risiko. Der verbesserte Flächen-Array-Nachweisle-
sekopf weist billige, aber wirkungsvolle Modifikatio-
nen auf, die an bestehenden Flächen-Array-Nach-
weisleseköpfen durchgeführt sind, unter Einschluss 
von Flächen-Array-Nachweisleseköpfen, in denen 
CCD- oder CID-Technologie, Transistoranordnungen 
und weitere Formen lichtempfindlicher Flächen-Ar-
rays zur Anwendung gelangen.
[0028] Somit sind der verbesserte Flächen-Ar-
ray-Nachweislesekopf und das Verfahren zur Bereit-
stellung eines verbesserten Raumauflösungsvermö-
gens sowie viele damit einhergehende Vorteile aus 
der vorstehend dargelegten Beschreibung verständ-
lich, und es können verschiedene Modifikationen bei 
der Form, Konstruktion und der Anordnung entspre-
chender Teile davon durchgeführt werden. Die oben 
beschriebene Form stellt lediglich eine bevorzugte 
Ausgestaltung davon dar.

Patentansprüche

1.  Verbesserter Flächen-Array-Nachweislese-
kopf zur Untersuchung von Testproben auf einer Pro-
bennachweisfläche (16), umfassend  
– einen Flächen-Array-Detektor (12) zur Abbildung 

eines verkleinerten Felds (44), das mindestens die 
Hälfte der genannten Probennachweisfläche (16) ab-
deckt,  
– einen Feldverschieber mit optischem Keil (52, 66a, 
66b), der bei Einsatz zwischen dem genannten Flä-
chen-Array-Detektor (12) und der genannten Proben-
nachweisfläche (16) so angeordnet wird, dass er, in 
einer ersten Position, das genannte verkleinerte Feld 
auf der genannten Probennachweisfläche (16) so 
verschiebt, dass ein erstes Feld (50a) davon abge-
deckt wird, und  
– einen Schaltmechanismus (57, 70) zur Verände-
rung der Position des genannten Feldverschiebers 
relativ zum genannten Flächen-Array-Detektor (12) 
und zur genannten Probennachweisfläche (16), so 
dass dieser in einer zweiten Position, das genannte 
verkleinerte Feld auf der genannten Probennach-
weisfläche (16) so verschiebt, dass ein zweites Feld 
(50b) abgedeckt wird, das das restliche Feld ein-
schließt, das nicht durch das genannte erste Feld 
(50a) abgedeckt ist.

2.  Verbesserter Flächen-Array-Nachweislese-
kopf gemäß Anspruch 1, worin der genannte optische 
Keil (52, 66a, 66b) innerhalb eines Keil-Gehäuses 
(56, 68) montiert ist, wobei der genannte Schaltme-
chanismus (57, 70) das genannte Keil-Gehäuse in 
Betrieb setzt.

3.  Verbesserter Flächen-Array-Nachweislese-
kopf gemäß Anspruch 2, worin der genannte Schalt-
mechanismus (57, 70) einen Motor (60) einschließt, 
der das genannte Keil-Gehäuse (56, 68) in Betrieb 
setzt.

4.  Verbesserter Flächen-Array-Nachweislese-
kopf gemäß Anspruch 1, ferner umfassend eine Lin-
se (46), die zwischen dem genannten optischen Keil 
(52, 66a, 66b) und dem genannten Flächen-Ar-
ray-Detektor (12) angeordnet ist.

5.  Verbesserter Flächen-Array-Nachweislese-
kopf gemäß Anspruch 1, worin im genannten Flä-
chen-Array-Detektor (12) eine CCD-Technologie zur 
Anwendung gelangt.

6.  Verbesserter Flächen-Array-Nachweislese-
kopf gemäß Anspruch 1, worin im genannten Flä-
chen-Array-Detektor (12) eine CID-Technologie zur 
Anwendung gelangt.

7.  Verbesserter Flächen-Array-Nachweislese-
kopf gemäß Anspruch 1, worin im genannten Flä-
chen-Array-Detektor (12) eine Transistor-Array-Tech-
nologie zur Anwendung gelangt.

8.  Verbesserter Flächen-Array-Nachweislese-
kopf gemäß Anspruch 1 zur Untersuchung von Test-
proben auf einer rechteckigen Probennachweisflä-
che (16), worin das genannte verkleinerte Feld (44) 
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ebenfalls rechteckig und der genannte Flächen-Ar-
ray-Detektor (12) so angeordnet sind, dass die Länge 
des genannten verkleinerten Feldes (44) in Linie mit 
der Breite der genannten Probennachweisfläche (16) 
liegt.

9.  Verbesserter Flächen-Array-Nachweislese-
kopf gemäß Anspruch 1, worin der genannte Feldver-
schieber einen ersten optischen Keil (66a) und einen 
zweiten optischen Keil (66b) einschließt.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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